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装置のおもな仕様

最先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズにお応えします。

高性能磁性材料の分析事例（3）
ローレンツ電子顕微鏡法による磁区構造観察

Cat.No 3S3J-100-00-130325

● 最新の原子分解能分析電子顕微鏡ARM200Fにより観察を
行ないます。

ARM200Fのおもな特徴

■ 最大加速電圧 200kV
■ 分解能 2nm （ローレンツモード）
■ 豊富なオプション機能と周辺設備

大気非暴露、クライオなど

ローレンツ電子顕微鏡法の原理と観察例

ローレンツ電子顕微鏡法は、入射電子が試料の磁場によりロー
レンツ力で偏向する現象を利用して、磁性体の磁区観察を行う
技術です。フォーカスをずらして磁壁を観察するフレネル法と、
正焦点で回折スポットを選択し磁区のコントラストを観察する
フーコー法があります。 専用の設置室にあるARM200Fの外観
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フレネル法の原理図と純鉄のローレンツTEM像
（矢印は磁壁で、不足焦点と過焦点ではコントラストが反転する）

フーコー法の原理図と純鉄のローレンツTEM像
（aは左図の矢印で示す磁壁で囲まれた磁区を示す）
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